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(54) 아날로그디지털컨버터의앰프오프셋평가방법

요약

본 발명은 아날로그 디지털 컨버터에 구비되는 앰프의 오프셋을 평가하기 위한 방법에 관한 것으로, 아날
로그 디지털 컨버터의 캘리브레이션 동작에서 서로 다른 다수의 기준 전압을 발생하는 직렬의 저항렬의 
각 노드에 순차적으로 접속되는 앰프들 중 오프셋을 평가하기 위한 앰프의 반전/비반전 입력단에 동일한 
기준전압이 인가되도록 함과 아울러 오프셋 평가 앰프의 상위/하위 앰프들의 반전 입력단에도 동일한 기
준전압을 인가시킨다. 그리고 오프셋 평가 앰프와 상위/하위 앰프들의 출력단들에 접속되는 분압 저항들
로부터 다수의 분압된 전압을 출력 받아 오프셋을 디지털 값으로 평가한다. 이와 같이 앰프의 오프셋을 
디지털 값으로 측정하여 측정된 오프셋 값에 기초하여 앰프의 오프셋을 제거할 수 있다. 그리고 한번 측
정된  디지털  오프셋  값을  이용해  오프셋  제거를  할  수  있음으로  반복적인  오프셋  측정이  불필요하게 
되며, 이러한 방법은 고속의 아날로그 디지털 컨버터에 유용하게 적용될 수 있다.

대표도

도1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따라 아날로그 디지털 변환기에 구비된 앰프들중 오프셋 평가를 위한 앰프가 
주변 회로들과 연결된 예를 보여주는 도면이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

10,30 : 저항라인 12 : 제1저항

14 : 제2저항 16,18,20 : 앰프

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 오프셋 평가(offset evaluation)방법에 관한 것으로, 좀 더 구체적으로는 아날로그 디지털 컨
버터의 앰프(amplifier)에서 발생되는 오프셋을 디지털 값으로 정량화할 수 있는 오프셋 평가 방법에 관
한 것이다.

디지털 신호 처리 기술이 발전함에 따라 자연계의 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸어 주는 아날로그 
디지털 컨버터(Analog Digital Convertor)의 중요성이 점차 확대되어 가고 있다. 앰프는 작은 아날로그 
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신호를 증폭하여 디지털 출력을 내는 기능을 갖는 아날로그 디지털 컨버터의 핵심이 되는 부분으로, 이러
한 앰프가 가지는 속도, 정확도, 전력 소모, 그리고 회로의 크기 등의 요소들이 아날로그 디지털 컨버터
의 성능을 결정하는 요소가 된다.

상기 앰프에 있어서 부정합(mismatch) 및 프로세스 다양성(process variation) 등으로 인해 기준 레벨이 
달라지게 되는 오프셋이 발생된다. 그리고, 상기 오프셋 값이 일정하지 않기 때문에 레졸루션
(resolution)을 감소시키고, 상기 앰프의 출력값에 원하지 않는 DC성분을 포함시킨다.

따라서, 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 주로 스위치를 이용한 오프셋 샘플링 기법(offset sampling 
method)을 사용해 왔다.

그러나, 무선통신용 시스템 등에서 고속 신호 처리 회로(high speed signal processing circuit)의 요구
가 점차 증가되고 있기 때문에, 오프셋 샘플링(offset sampling)과 데이터 증폭(data amlifying)에 필요
한 스위칭 시간 등을 고려할 때 상기 오프셋 샘플링 기법은 부적절하다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상술한 제반 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로서, 고속 신호 처리 회로용에 적합한 아날
로그 디지털 컨버터의 앰프 오프셋 제거를 위해 오프셋의 발생 정도를 디지털 값으로 평가하는 오프셋 평
가 방법을 제공함에 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

(구성)

상술한 목적을 달성하기 위해 제안된 본 발명에 의하면, 서로 다른 다수의 기준 전압들을 발생하기 위해 
직렬로 연결된 복수개의 제1분압 저항들; 상기 제1분압 저항들의 접속 노드 수에 대응되는 개수의 증폭기
들; 상기 증폭기들의 비반전 입력단자는 각기 대응되는 상기 제1분압 저항들의 접속노드에 순차적으로 접
속하고, 반전 입력 단자들에 입력 신호가 접속되며; 그리고 상기 앰프들의 출력단자들 사이에서 분압 전
압을 발생하도록 직렬로 접속되는 복수개의 제2분압 저항들을 포함하는 아날로그 디지털 컨버터에서, 상
기 아날로그 디지털 컨버터의 앰프들의 오프셋 평가 방법은 : 상기 앰프들 중에서 오프셋 평가를 위한 앰
프의 비반전 입력단자에 접속되는 제1기준전압을 상기 오프셋 평가 앰프의 반전 입력단자에 동시에 접속
하고, 상기 오프셋 평가 앰프의 상위 일 앰프와 하위 일 앰프의 각각의 반전입력단자에 상기 제1기준전압
을 동시에 접속하여; 상기 상위 일 앰프의 출력 전압, 상기 하위 일 앰프의 출력 전압 그리고 상기 오프
셋 평가 앰프의 출력 전압들이 상기 오프셋 평가 앰프, 상기 상위 일 앰프 및 상기 하위 일 앰프의 출력
단자들 사이에 연결된 상기 제2분압 저항들에 의해 분압된 분압  전압들의 전압 레벨에 기초해서 상기 오
프셋 평가 앰프의 오프셋을 평가한다.

(작용)

본 발명에 의한 오프셋 평가 방법은 오프셋을 평가하고자 하는 앰프가 갖는 오프셋을 디지털 값을 측정하
여 정량화 한다.

(실시예)

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따라 아날로그 디지털 변환기에 구비된 앰프들 중 오프셋 평가를 위한 앰프가 
주변 회로들과 연결된 예를 보여주는 도면이다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 오프셋 평가 회로는 저항라인(10)과, 제1 및 제2, 그리고 제3
앰프(16,18,20)와, 오프셋 검출 수단(30)을 포함한다. 상기 저항라인(10)은 제1저항(12) 및 제2저항(14)
을 포함하여 복수의 저항(R)이 직렬 연결되어 분압 저항으로 동작하여 서로 다른 다수의 기준 전압들을 
발생해서 상기 제1 내지 제3앰프(16,18,20)로 제공한다.

상기 제1앰프(16)는 상기 제1저항(12)의 일단에 비반전 단자(+)가 연결되고, 제1저항(12)과 제2저항(14)
의 연결 노드에 반전 단자(-)가 연결되어 있다. 그리고, 상기 제2앰프(18)는 상기 제1저항(12)과 제2저항
(14)의 연결 노드에 비반전 단자(+) 및 반전 단자(-)가 연결되어 있다. 또한, 상기 제3앰프(20)는 상기 
제1저항(12)과 제2저항(14)의 연결 노드에 반전 단자(-)가 연결되고, 상기 제2저항(14)의 일단에 비반전 
단자(+)가 연결되어 있다.

상기 오프셋 검출 수단(30)은 상기 제1앰프(16)와 상기 제2앰프(18)의 출력단 사이 및 상기 제2앰프(18)
와 상기 제3앰프(20)의 출력단 사이에 각각 연결된 복수의 저항(R)으로서, 분압 저항으로 동작하여 제1 
내지 제3앰프들(16,18,20)의 출력 전압을 분압해서 상기 제2앰프(18)의 복수의 오프셋으로 출력되도록 한
다. 본 발명의 오프셋 평가는 아날로그 디지털 컨버터의 캘리브레이션(calibration) 시간 동안 수행되며, 
오프셋 평가 회로의 복수의 앰프(16,18,20)를 포함하는 보간 구조(interpolating structure)를 갖고 있으
므로, 홀수 번째 앰프와 짝수 번째 앰프를 각각 동시에 순차적으로 처리하게  된다.

구체적으로, 짝수 번째 앰프인 상기 제2앰프(18)의 오프셋 평가 방법은 먼저, 홀수 번째 앰프들인 상기 
제1 및 제3앰프(16,20)의 오프셋을 샘플링하여 오프셋 제거(cancellation)가 가능하도록 한다. 그리고, 
상기 제2앰프(18)의 비반전 단자(+) 및 반전 단자(-)를 상기 저항 라인(10)의 일 노드에 연결하여 동일한 
기준전압이 제2앰프(18)의 반전/비반전 입력단에 입력되게 하여 A*Vos가 출력되게 한다. 여기서, 상기 A
는 앰프의 게인(gain)이고, 상기 Vos는 오프셋 전압을 나타낸다.

상기  제1앰프(16)  및  제3앰프(20)의  입력전압으로  각각  1LSB(Least  Significant  Bit)의 포지티브
(positive)  기준전압  및  1LSB의  네가티브(negative)기준전압이  인가되도록  하여  각각  A*(1LSB), 

-A*(1LSB)가 출력되도록 한다. 이때, 상기 오프셋 검출 수단(30)의 선택된 각 노드 32, 34, 36, 38에서의 
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상기 제2앰프(18)의 순차적인 오프셋 출력은 다음의 계산식으로 나타난다.

[수학식 1]

A*(Vos+2*(1LSB))>0; Vos>-2*(1LSB)

A*(Vos+(1LSB))>0; Vos>-(1LSB)

A*(Vos-(1LSB))>0; Vos>(1LSB)

A*(Vos-2*(1LSB))>0; Vos>2*(1LSB)

이와 같이, 앰프의 4비트 출력의 조합으로 각 앰프의 오프셋 평가 내지 오프셋 계수화(offset 
digitization)가 가능하다. 상기 홀수 번째 앰프들인 제1앰프(16) 및 상기 제3앰프(20)의 오프셋 평가도 
상기 짝수 번째 앰프인 제2앰프(18)의 평가 방법과 동일한 방법으로 수행된다. 여기서 상기 옵셋 검출 수
단(30)에 의한 다수의 분압된 전압을 디지털 오프셋 값으로 변환하는 것은 비교기를 사용하여 논리 신호
로 변환할 수 있으며 이 분야의 통상의 지식을 갖는 기술자들에게는 자명하다.

이상과 같이, 본 발명은 종래 오프셋 샘플링 방법을 개선한 오프셋 평가 방법을 통해 고속 신호 처리 회
로에 적합한 오프셋 제거가 가능하도록 오프셋을 평가해 낸다.

    발명의 효과

이와 같은 본 발명에 의하면, 아날로그 디지털 변환기의 앰프 오프셋을 디지털 값으로 측정하고, 한번 측
정된 디지털 오프셋 값을 이용해 오프셋 제거를 할 수 있음으로 반복적인 오프셋 측정이 불필요하게 되어 
아날로그 디지털 컨버터의 고속동작이 가능하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

서로 다른 다수의 기준 전압들을 발생하기 위해 직렬로 연결된 복수개의 제1분압 저항(10)들; 상기 제1분
압 저항들의 접속 노드 수에 대응되는 개수의 증폭기(16,18,20); 상기 증폭기들의 비반전 입력단자는 각
기 대응되는 상기 제1분압 저항(10)의 접속노드에 순차적으로 접속하고, 반전 입력 단자들에 입력 신호가 
접속되며; 그리고 상기 앰프들(16,18,20)의 출력단자들 사이에서 분압 전압을 발생하도록 직렬로 접속되
는 복수개의 제2분압 저항들(30)을 포함하는 아날로그 디지털 컨버터에서, 상기 아날로그 디지털 컨버터
의 앰프들의 오프셋 평가 방법에 있어서 : 

상기 앰프들 중에서 오프셋 평가를 위한 앰프(18)의 비반전 입력단자에 접속되는 제1기준전압을 상기 오
프셋 평가 앰프(18)의 반전 입력단자에 동시에 접속하고, 상기 오프셋 평가 앰프(18)의 상위 일 앰프(1
6)와 하위 일 앰프(20)의 각각의 반전입력단자에 상기 제1기준전압을 동시에 접속하여; 

상기 상위 일 앰프(16)의 출력 전압(A*1LSB), 상기 하위 일 앰프(20)의 출력 전압(-A*1LSB) 그리고 상기 
오프셋 평가 앰프(18)의 출력 전압(A*Vos)들이 상기 오프셋 평가 앰프(18), 상기 상위 일 앰프(16) 및 상
기 하위 일 앰프(20)의 출력단자들 사이에 연결된 상기 제2분압 저항들에 의해 분압된 분압  전압들의 전
압 레벨에 기초해서 상기 오프셋 평가 앰프(18)의 오프셋을 평가하는 것을 특징으로 하는 오프셋 평가 방
법.
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